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RASCH MODELİ MADDE PARAMETRELERİNİ KULLANARAK
EN YÜKSEK OLABİLİRLİK YÖNTEMİYLE YETENEGİN KESTİRİLMESİ

Fitnat Kaptan*

ABSTRACT: In this study, the estimation of ability was

worked on. Rasch modeling, which belongs to latent trait theory
alternatived to classical theory, ıtem parameters and Function of
Maximum Likelihood Estimation were used.

I prepared and used the programme which is estimated the
ability. This programme was written in Basic Programme Lan-
guages. The resul! of this study were agreed with those of before
study in literature.
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ÖZET: Bu araştırmada, yeteneğin kestirilmesi üzerinde
çalışılmıştu. Klasik Test Teorisine alternatif olarak ortaya atılan,

Örtük Özellikler Kuramı kapsamındaki Rasch Modeli madde pa-

rametreleri ilc, en yüksek olabilirlik fonksiyonu kullanılmıştu.
Bu yaklaşımla yeteneği kestiren bir bilgisayar programı,
araştırmacı tarafından BASIC dili kullanılarak yazılmış, uygu-
lanmış ve literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Yeteneğin kestirilmesi, Rasch
Modeli, en yüksek olabilirlik kestirimi.

ı. Giriş

Ölçme, herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem
sonuçlarını sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmek-
tir (Turgut, 1983: 12). Ölçme konusu özellikler, başarı, ye-
tenek ilgi ya da tutumolabilir.

Objektif ölçme araçları
*

ilgili olarak çeşitli teoriler
geliştirilmiştir. Bunlardan başlıca ikisi; Klasik Test Teo-
risi Ve Örtük Özellikler Kuramı'dır (Latent Trait Theo-
ry).

Klasik Test Teorisi, üzerinde çalışılan gruba bağımlı
test ve madde istatistikleri verir. Örtürk Özellikler Kuramı
ve buna bağlı modeller (Rasch Modeli, tki Parametreli ve
Üç Parametreli Logistik Model), uygulandıkları gruba
bağımlı olmayan, ancak belli bir kuramsal dağılım var-
sayımına dayanan madde ve test istatistikleriverir.

Wright (1967: s 87) bir ölçmenin objektif olabilmesi
için aşağıdaki koşulların sağlanması gerektiğini belirt-
mektedir:

Ölçme aracının ölçeklenmesi, gruptan bağımsız
olmalıdır.

. Ölçüıen özellikler, kullanılan ölçme aracından
bağımsız olarak ölçeklenebilmelidir.

Rasch modeli, Örtük Özellikler Kuramı çerçevesinde
bir modeldir ve aşağıdaki sayıltılar üzerine kurulmuştur
(Thorndike: 1982, Rasch: 1960, 1966):

. Ölçüıen yetenek, ölçekIemenin yapıldığı grupta nor-

mal dağılım gösterir.

.Aynı yeterlik düzeyinde, testlerdeki maddelerin ce-
vaplandırılma olasılıkları birbirinden bağımsızdır (Iocal

independence).

.Testi oluşturan tüm maddeler tek boyutlu bir yeterliği

ölçmektedir(unidimentionality).

. TesUeki maddelerin cevaplandırılmasında, şansla

doğru cevabı bulma olasılığı sıfırdır.

Bir çok kaynakta Rasch modeli sayıltılan arasında,
testteki maddelerin ayrıcılık değerleri bir (1) değerinde
olması gerektiği, söylenmekle birlikte, bu koşulu sağlayan
maddelerinkolayelde edilememesi, bu sayıltıya rağmen
elde edilen maddelerle de modele uygun ölçmeler
yapılabileceği bazı araştırmalarda gösterilmiştir (Curry,
Bashow ve Rentz: 1978).

Araştırmacılar söz konusu çalışmalarında bir testteki

maddelerin ayırıcılık değerlerinin eşitliği sayıltısını model
ile ilgili diğer sayıltılara uygunluk sağlayarak ihlal ettikle-

rinde elde edilen yetenek tahminlerinin de kararlı ölçüler
verebileceğini göstermişlerdir.

Rasch modelinde madde güçlüğü ve yetenek düzeyi
ölçeklenirken maddelerin uygulandığı gruptan elde edilen

ham puan frekanslan ve madde puanları kullanılmaktadır.
Testteki her madde için güçlük ölçüsü, testten alınabilecek
her puan için de yetenek düzeyi tahmini elde edilmektedir.
Rasch modeli ile ölçekleme yapılabilmesi için, testten O
(sıfır) puan alanlar ile tam puan alanlar analizden

çıkanlmaktadır.
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2. En Yüksek Olabilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı ile
Y etene~in Kestirilmesi

Ölçüimeye çalışılan tek boyutlu özellik (yetenek) 8 ile
gösterilsin. Madde parametreleri ile birlikte her bireyin
cevap dagılımını gösteren vektöre U i densin

U= f 1 Cevabın dogru olması hali
ı

\OCevabın yanlış olması hali

8 yetenek düzeyindeki bireyin i maddesini cevaplama
fonksiyonu şöyle yazılır:

P(UiI8) = p(Ui=ıı8).p(Ui=OI8)
p.U.(L_p.)I-Ui

i i i

= p.U.Q.l-Ui
i i i

Qi= 1-Pi olarak tanımlanmıştır. Bir birey n maddeden
oluşan bir testi cevapladıgında 8 yetenek düzeyinin şartlı
en yüksek olabilirlik kestirim fonksiyonu (maximumlike-
lihood estimation function)aşağıdaki gibi yazılmaktadır.

L(Uı,U2,"" U n18)

=P(U ıI8)P(U218). . . P(U n18)

n

İ=i

B
.

lik U I Id ~ d Qı .l-U ı
'
_- l U Ou eşıt te i= o usun a ve i=

olduğunda ise P iUi=l olmaktadır.

Kullanılan madde tepki kuramı modeli Rasch modeli
oldugunda Pi ve Qi terimleri şöyle tanımlanmaktadır
(Hambleton, Swaminathan, 1985):

Pi =
Qi=
8

bi
D

expD(8-bi)/[1 +expD(8-bi)]

1/[i+expD(8-bi)]

Kestirilecek degişken (yetenek)

Rasch madde güçlük indeksi

Ölçekleme sabiti

Olabilirlik fonksiyonunun dogal logaritması alındıgında
çarpma terimi yerine toplama terimi geleceğinden bu
fonksiyon:

n

InL(UI8) =Lı [UiInPi+(l-Uj)InQD
;=1

şekline girmektedir.

Bu fonksiyonun 8 ya göre türevi alınıp sıfıra
eşitlendiginde, fonksiyonun maksimum (en yüksek olabi-
lir) degerini aldıgı 8 degeri bulunmuş olur.

d/d8[InL(UI8)]=O

Olabilirlik fonksiyonunun dogal logaritmasının 8
değerlerinegöre değişimi bir (Rasch), iki ve üç parametre-
li modele göre incelenip grafiği çizildiğinde Şekil 1'deki
gibi egriler elde edilir ve bu egrilerin dönüm (maksimum)
noktasınaait 8 değeri grafikten de bulunabilir.
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Şekill:En Yüksek Olabilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı ile Yete-
neğin Grafik Yöntemle Kestirilmesi

-2, O-4

(Alındığı kaynak: Hambleton, Swaminathon, ITEM RESPON-
CE THEORY s: 78)

3. Y etene~i Kestiren Bilgisayar Programı

Aşagıda verilen programdaki KLASIK. TXT File'ı bi-
reylerin cevap vektörleri, Y ANGUC.TXT File'ı testteki
maddelerin yanıtlarını ve her maddenin Rasch madde
güçlük indeksini içerir. Bu File'lar input olarak programa
uygun şekilde verildiklerinde, programın çalışması sonu-
cunda her bireyin yeteneğini içeren toplu bir output File
olan ABLTY.TXT elde edilir. Buradan her bireyin yete-
negi kestiriimişolur.

REM FITNATKAPTAN
REM KILNWRP.BAS

CLS
DıM G (50), CY$(50), DY$(50), VY$(50)

LO OPEN"I", #1, "KLASIK. TXT"
OPEN"I", #3, "Y ANGUC.TXT"
OPEN "O", #2, "ABLTY.TXT"

FORK= i TO 40
INPUT #I,CY$ (K)

REM PRINT K, CY$ (K)
NEXTK
FORJ = i T050
INPUT #3, W$
DY$ (1) =LEFf$ (W$, i)

G(J)
=

V AL (MID$(W$. 3, 6»
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Rasch Modeli Madde Parametrelerini Kullanarak
En Yüksek Olabilirlik Yöntemiyle Yeteneğin Kestirilmesi

REM PRINf J, OY$ (1), G (J)
NEXT J
CLOSE#I
CLOSE #3
FORL= i TO 40
Tl =.000001

H2= lE-IS
FO=O
TO = NOT FO

80 REM INPUf "FIRST GUESS"; X
X=O
IF (X<-19)THEN9999
GOSUB 8000
PRINf
F (EI =FO)THEN "The solution is"; X: PRINT #2, SN$, X
NEXT L

9999 END
8000 REM

EI=FO
REM

8030 XI=X
GOSUB 8400
IF (ABS (FI) > H2) THEN 8090

PRINf "ERROR-Slope is zero"
EI=TO
GOTO 8160

8090 06=FI/F2
X=XI-06
PRINfXI,FI,F2
IF (ABS (06) > =ABS (Tl °

X)) THEN 8030

REM
8160 RETURN:REMFROMNEwrON'SMET.
8400 TOP = O

TTOP=O
FORK= i TO SO
A$ = CY$ (1..)
SN$ = LEFT$ (A$, 7)
VY$ (K) = MIO$ (A$, 8 + K, i)
BI =G (K)

0=1.7
Z = EXP (00 (X-BI))

iii PI=Z/(l+Z)
TLPI=O/(1+Z)
T2LPI=-0000Z/«1 +Z)"(1 +Z))
QI=I/(I+Z)
TLQI=-O "Z/(1 +Z)
T2LQI =T2LPI
TFON =TLQI
FON = T2LQI

IF OY$ (K) = VY$ (K) THEN FON = TILPI: TFON = TLPI
TOP = TOP + FON
TTOP=TTOP+TFON

1010 NEXTK
FI = TOP
F2 =TOP
RETURN

Yetenek kestiriminde kullanılan bir yöntem de; grafik
yöntemidir. Şekil l'den görüldügü gibi her bireyin yete-
negi e ya karşı Ln(L) grafigi çizilerek elde edilen-eğrinin
maksimum noktasından da bulunabilir. Bu amaçla her
birey için e a Ln(L) grafigi çizilmiş ve hem BASIC prog-
ramı ile kestirilen, hem de grafikten bulunan yetenegin
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aynı oldugu görülmüştür.Bir birey için e a Ln(L) grafigi
Şekil 2'de verilmiştir. Bu birey için hem programdanhem
de grafikten kestirilen yetenek 1,44 olarak bulunmuştur
(Kaptan:1993).

e

Şekil: 2. Grafik çözumlcmc yöntemiyle tm bireyin yele-
neğininkestirilmesi
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